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서론1.

본 논문에서는 각종 테스트노력을 가진 신뢰도 함수를 제안하여 를 이용한 파라미터 추론방법을MLE

구현하며 신뢰도함수에서 목표신뢰도에 이르는 발행시각 결정방법을 제안하고 이러한 방법에 의한 산, ,

출결과가 실제 현상과 얼마나 근사한가를 확인하기 위해 실례를 들어서 계산 및 고찰한다.

소프트웨어의 신뢰도2.

소프트웨어 신뢰도는 규정된 환경 하에서 주어진 시간에 소프트웨어를 결함 없이 운영할 수 있는 확

률인 것으로 정의하며 다음과 같이 조건확률로 표현할 수 있다, .

R(x|s)=Pr{Xk>x|Sk-1=s} (2.1)

임의의 t≥0과 x>0에서

Pr{N(t+x)-N(t)= k} =
[m(t+x)-m(t)] k

k
⋅
exp{-[m(t+x)-m(t)]} (2.2)

R(x|t)≡Pr{N(t+x)-N(t)=0} = exp {-[m(t+x)-m(t)]} = exp [ - a(1 - e -bx)e -bt] = exp [-m(x)e -bt] (2.3)

테스트 노력 함수3.

평균치 함수 및 신뢰도3.1

초기치를 고려한 누적 테스트 노력 함수를 W*(t)로 가정하여 소프트웨어를 시각 t에서 발행하는 경우 발견되,

는 누적 결함 분포는 평균치 함수

m(t+x)=a⋅e -γW*(t)⋅ (1-e -γW*(x))+m(t) (3.1)

R(x|t)=exp [-m(t+x)+m(t)] = exp [ - a⋅ e -γW *(t )(1 - e -γW
*(x ))] (3.2)

웨이불형 테스트노력 함수3.2

지수함수형 곡선 에서 신뢰도1) : (0, t]

R (x|t)= exp [- a⋅e -rN (1-e -βt ) ⋅ ( 1 - e - rN ( 1 - e -β x) )] (3.3)

레일레이형 곡선 신뢰도2) :

R(x|t)= exp [-a⋅e - rN(1- e - β2 t2 ) ⋅ ( 1 - e - rN ( 1 - e - β2 x 2 ) )] (3.4)

웨이불형 곡선 신뢰도3) :

R(x|t)= exp [-a⋅e - rN(1 -e -β t m) ⋅ ( 1 - e - rN ( 1 - e -β xm ) )] (3.5)

로지스틱형 테스트노력 함수3.3

R(x|t)= exp [-a⋅e - rN(
1

1+Ae -αt
-

1
1+A

) ⋅ ( 1 - e - rN (
1

1+ Ae -αx
-

1
1+ A

)

)] (3.6)

발행시각 결정3.4

exp {-ae -αγ(1-e
-βTm )⋅ [1-e -αγ(1-e -βxm)]}=Ro (3.7)

T *= {- 1β ln [ 1+
1
αγ
ln

lnR o
lnR(x|0)

]}
1
m

(3.8)
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파라미터의 산출법4.

파라미터 산출법4.1

S(N, A, α )= ∑
n

k =1
[W k-W ( t k)]

2

(4.1)

Pr {N ( t k)-N ( t k - 1) = m k-m k- 1}
=
{m(tk)-m(tk-1)}

mk-mk-1

(m k-mk-1)!
⋅
e -m( tk )+m(t k -1) (4.2)

적용 예4.2

가지 경우의 테스트 노력 곡선에 대한 계수를 구하여 실제 관측된 데이터 곡선과 비교하였다4 .

이러한 각종 파라미터에 의한 테스트노력곡선을 이용하여 각 경우의 신뢰도 성장 곡선을 그리면 그림

와 같다 단 여기에서 목표신뢰도4.2 . , R0 경과시간=0.95, x 로 가정하였다=1 .
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